XXIII Simposio Chileno de Fisica
Chile,22-24 noviembre 2022 Materia Condensada y Fisica del Estado Sélido

Analisis del crecimiento de peliculas delgadas de
plata sobre mica

Diego Rodriguez Soto*, Juan Pablo Brandt, Marcos Flores Carrasco

!Laboratorio de Superficies y Nanomateriales, Departamento de Fisica, FCFM, U. de Chile, Santiago.
*diego.rodriguez.s@ug.uchile.cl

El estudio de la formacion de peliculas delgadas y ultradelgadas sigue siendo de gran interés
desde el punto de vista fundamental y también debido sus multiples aplicaciones en distintas
areas de la ingenieria [1]. En este trabajo se presenta un estudio en crecimiento de peliculas de
plata sobre mica para un rango de espesores entre 0,3 y 12,0 nm en condiciones de alto vacio. El
deposito de realizé con una celda Knudsen, a una tasa de deposicién de 0,5 nm/min y se estudio
la topografia utilizando la técnica de AFM (microscopia de fuerza atémica), figura 1 izquierda.
En base al analisis realizado se observa en las etapas iniciales hay un efecto de mojado sobre
el sustrato, que luego da evoluciona a la formacién de granos [2], el aumento de la rugosidad
y finalmente el llenado de los intersticios, junto con una disminucion de la rugosidad; con esto
se puede notar que la rugosidad RMS de cada imagen en funcién del espesor depositado no
presenta una evolucién monotoénica, el cual alcanza su maximo en 5,0nm de espesor, como
se observa en el grafico de la figura 1. La altura media de cada grano se comporta de forma
similar a la rugosidad, mientras que el area proyectada crece de forma exponencial asintética.
Se realiza un estudio fractal de la evolucién de las estructuras formadas en superficie [3].
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Figura 1: Evolucion de la pelicula delgada en funcion del espesor.
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